

	[image: ]	
[image: ]




博碩士論文 87324012 詳細資訊








  
  	以作者查詢圖書館館藏	、以作者查詢臺灣博碩士	、以作者查詢全國書目	、勘誤回報	、線上人數：40	、訪客IP：44.192.75.148


  	姓名	
      	  楊駿民(Chun-Min Yang)  
		      查詢紙本館藏  	畢業系所	電機工程學系
	論文名稱	
      	  適用於自動測試機台的時間產生器
(Timing Generator for the Application of the Automatic Test Equipment)
      	   
	相關論文		★ 匯流排上的時間延遲及交談失真的偵錯設計技巧	★ 混波測試匯流排的量測學
	★ 高速連結之時序與資料回復	★ 基於IEEE 1057之類比數位轉換器量測技術
	★ 應用於高畫質電視之載波回復電路架構	★ 單晶片測試機之前端驅動電路設計
	★ 系統晶片類比數位轉換器測試之數位信號處理程式庫	★ A 2.5V,0.35um,2.5Gbps 傳送接收器設計
	★ 內建式類比數位/數位類比轉換器線性度之自我測試	★ 高準確度及低成本之電壓量測技術
	★ 應用於ATSC VSB時脈回復之全數位延遲線迴路	★ 適用於晶片間通訊之高速傳輸介面
	★ 內建式類比數位轉換器之自我校正方法	★ 多模組之相位同步技術
	★ 使用低增益寬頻率調整範圍壓控震盪器
之1.25-GHz八相位鎖相迴路	★ 高速傳輸連結網路的分析和模擬



	檔案	
		   		[image: ][Endnote RIS 格式]   
		      [image: ][Bibtex 格式]     	
      [image: ][相關文章]   [image: ][文章引用]   [image: ][完整記錄]   [image: ][館藏目錄]   [image: ][檢視]  [image: ][下載]	本電子論文使用權限為同意立即開放。
	已達開放權限電子全文僅授權使用者為學術研究之目的，進行個人非營利性質之檢索、閱讀、列印。
	請遵守中華民國著作權法之相關規定，切勿任意重製、散佈、改作、轉貼、播送，以免觸法。

  
      

	摘要(中)	在自動測試機臺裡，時間產生器是相當重要的模組。以往這種混合式的半導體製程都是用射極耦合邏輯或砷化鎵來實現的。今日，為了降低成本和低功率的考量，CMOS製程的技術是相當吸引人的。隨著CMOS元件的性能提昇，以CMOS為基礎並能達到高解析度及微小的時間精準的時間產生器已經成為主流。


在本篇論文裡，我們提出了以延遲單元和鎖相延遲迴路為基礎的時間產生器。第一種電路是由許多延遲單元和一個校正單元組成的。它可以達到理想的單調和線性的特性並且簡化校正的程序。以鎖相延遲迴路為粗調加上一個微調電路組成了以鎖相延遲迴路為基礎的時間產生器。鎖相延遲迴路降低了因為製程和環境變異所造成的初始延遲影響。我們所提出的電路已透過臺積電和聯電的0.35μm的製程來完成。
	摘要(英)	Timing generator is an important building block in Auto Test Equipment (ATE). Conventionally, it is implemented by a mixture of semiconductor technologies such as ECL or GaAs. Today, for the cost and power consumption reduction, CMOS technology is an attractive alternative. With performance improvement in CMOS devices, CMOS-based timing generators that can achieve the high resolution and small overall timing accuracy have become the main stream.


In this thesis, a delay element based timing generator and a DLL-based timing generator are proposed. The first one is composed of many delay element circuits and a calibration unit. It achieves the desired monotonicty and linearity simplifies the calibration process. The DLL-based timing generator is composed of a DLL for coarse timing generation and a fine tune circuit for the fine timing. The DLL reduces the intrinsic delay as well as the variation caused by the process and environment. The proposed circuits have been designed and implemented by TSMC 0.35μm 1P4M and UMC 0.35μm 1P3M technologies.
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